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Najistotniejsze informacje

POLON-IZOT

Spektrometry promieniowania X stuza do identyfikacji
pierwiastkow w danej substanciji i okreslenia ich stezenia.

Metoda XRF jest czesto wykorzystywana technikg
analityczng w badaniach nieniszczgcych. Zjawisko fluorescencii
rentgenowskiej, wykorzystywane w tej metodzie, polega na
wtdrnej emisji promieniowania X z materii wzbudzonej do emisji.

Kazdy pierwiastek zawarty w analizowanej probce, na
skutek wzbudzenia promieniowaniem rentgenowskim emituje
charakterystyczne dla siebie widmo. Pierwiastki sg wykrywane na
podstawie charakterystycznej dtugosci fali (kanatu energetycznego)

emisji promieniowania rentgenowskiego. Analiza ilosciowa (ocena

stezenia danego pierwiastka) jest wykonywana poprzez pomiar intensywnosci promieniowania w specyficznym kanale energetycznym.

Warto$¢ dodana produktdw POLON-IZOT

Dostarczamy produkty najwyzszej jakosci, tworzac nie
tylko produkt, ale zapewniajac kompleksowe rozwigzania problemu
klienta. Nasza kadre stanowig m.in. doswiadczeni programisci,
mechanicy, elektronicy, metrolodzy, chemicy — taki zespdt pozwala
nam na zrozumienie indywidualnych potrzeb i dostarczanie
produktéw zapewniajgcych maksimum satysfakcji klienta. Nasz

Zespdt jest otwarty na potrzeby klientéw, wszystkie nasze produkty

Naszg naczelng zasada jest ,Mierzac — oszczedzasz” -
kierujac sie nig tworzymy praktyczne rozwigzania dla naszych
klientéw umozliwiajgce realne obnizenie kosztéw produkcji
i kontroli jakosci. Zrozumienie potrzeb biznesowych naszych
klientéw oraz ich codziennej pracy jest dla nas bardzo wazne,

dlatego dzieki statemu kontaktowi i wspdtpracy nasze produkty sa

dostosowywane do indywidulanych potrzeb.

stanowig odpowiedz na najbardziej istotne wymagania, ustalane w trakcie indywidualnych konsultacji. Posiadamy odpowiednig wiedze

technologiczng oraz wieloletnie doswiadczenie potrzebne do zapewnienia wsparcia oraz statego ulepszania ustug, ktére swiadczymy.
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.Mierzac — oszczedzasz” stanowi nasza mys| przewodnia,
dlatego niezawodnos¢ oferowanych urzadzen jest dla nas bardzo
istotna. Gwarantujemy jakos¢ i funkcjonalnos¢ naszych produk-
tow oraz szybka i skuteczng pomoc w przypadku problemdw, jak
rowniez zapewniamy wsparcie aplikacyjne do oferowanych

rozwigzan.

Uwazamy, ze kluczem do oszczednosci w firmie jest
zapewnienie mozliwosci uzyskania doktadnego wyniku dla
kluczowych proceséw a dzieki stosowaniu naszych urzadzen
uzyskujemy najdoktadniejsze wyniki. Gdy proces produkcyjny
moze by¢ optymalizowany na biezgco dostarczamy rozwigzania
on-line umozliwiajace statg kontrole procesdéw i skrécenie czasu
wymaganego na optymalizacje produkgji. Stosujgc najefektywniejsze
rozwigzania i podejmujac najszybsze decyzje w oparciu o doktadne

wyniki nasi klienci notujg realne oszczednosci.

Uwazamy, ze urzadzenia powinny by¢ proste
i przyjemne w obstudze przez koncowych uzytkownikow.
Oprogramowanie kontrolujgce prace urzgdzen jest w jezyku
polskim lub angielskim (gdy zachodzi potrzeba jestesmy
w stanie dostarczy¢ takze inne wersje jezykowe). Operatorzy
naszych urzadzen moga skupi¢ sie na merytorycznych
kwestiach swojej pracy, stosujgc nasze nieskomplikowane

w obstudze systemy.

Promieniowanie przenikliwe zawsze stanowito zrddto
niepokoju dla ludzi. Nasze produkty spetniaja najsurowsze
normy bezpieczenstwa, gwarantujgc poziom promieniowania
ponizej progu 0,1uSv/godz - czyli poréwnywalny z promieniowaniem
jakie naturalnie wystepuje w Srodowisku. Wiekszos¢ oferowanych
spektrometréw nie wymaga zgtoszenia do PANSTWOWEJ
AGENCJI ATOMISTYKI, czy wdrazania nadzoru radiologicznego.
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Technika XRF (Fluorescencji Promieniowania Rentgenowskiego) jest szybka, nieniszczaca technikga uzywang do
oznaczania sktadu chemicznego probek.

XRF (X-ray fluorescence = fluorescencja rentgenowska) wykorzystuje zjawisko wtdrnej emisji promieniowania
rentgenowskiego (czyli fluorescencji rentgenowskiej) z probki wzbudzonej wystawieniem jej na dziatanie wysokoenergetycznego
promieniowania rentgenowskiego lub promieniowania gamma. Jest to nieniszczgca metoda badania probki charakteryzujaca
sie duza selektywnoscig przy réwnoczesnie niskiej granicy oznaczalnosci. W metodzie tej wykorzystuje sie charakterystyczne
dla kazdego pierwiastka widmo jakie emituje on po wzbudzeniu promieniowaniem rentgenowskim. Widmo to stanowi
podstawe do budowy modeli kalibracyjnych pozwalajgcych na wykonywanie analiz jakosciowych i ilosciowych.

Schemat obrazujacy zasade dziatania spektrometru XRF przedstawiony jest na rysunku 1. Wysokoenergetyczne
promieniowanie generowane przez lampe rentgenowska oddziatuje na badang probke powodujac emisje wtérnego
promieniowania rentgenowskiego, ktérego widmo jest =zalezne od sktadu pierwiastkowego analizowanej préby.
To promieniowanie fluorescencyjne jest nastepnie wykrywane przez detektor i przetwarzane na sygnat cyfrowy poddawany

obrébce w oprogramowaniu.

ZESTAW WZMACNIACZY
| PRZETWORNIKOW

A

v

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE

BADANA PROBKA

Rysunek 1 - Ogdélny schemat spektrometru XRF

Kwanty promieniowania X padajgce na probke

powodujg wybicie elektronu z wewnetrznych powtok atomow,

co prowadzi do powstania niestabilnej struktury atomu.
Nastepuje samoistne przywrécenie stanu stabilnego przez
wypetnienie  powstatej ,luki” elektronem pochodzacym
z wyzszej powltoki elektronowej. Temu zjawisku towarzyszy
emisja wtdornego fotonu promieniowania X. Zapetnienie

M-shell
powstatej ,luki elektronowej” moze nastapi¢ przez elektron

pochodzgcy z dowolnie wyzsze] powtoki elektronowej ffsMsMs
(Rysunek 2). Przejscie z poziomu L do K jest najczestsze
i nazywamy je przejsciem Ka, przejscie z poziomu M na K nosi

nazwe KB, natomiast przejscie z poziomu M do L oznaczamy

jako La.

Rysunek 2 - Przejscia elektronowe
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Wskutek kazdego z tych przejs¢ powstaje foton promieniowania fluorescencyjnego o charakterystycznej energii
odpowiadajacej réznicy energii poziomu poczatkowego i koricowego. Z réownania Plancka wynika, ze taki foton bedzie miat

dtugosc fali:

©
)\_h-E

gdzie: h — to stata Plancka =6,6256 - 10734 [J-s], ¢ - predkos$é $wiatta w prézni (m/s), E - réznica energii (J)

Wykrywanie i analiza promieniowania fluorescencyjnego moze zachodzi¢ metodg energodysperyjng - EDXRF
(stosowang w naszych aparacie) lub zalezng od dtugosci fali WDXRF. W metodzie EDXRF wykorzystywany jest detektor
z wielokanatowym analizatorem intensywnosci emitowanego promieniowania, przez co uzyskane sygnaty sg sortowane
w zaleznosci od ich energii — rysunek 3. Do takiego widma nastepuje przypisanie energii odpowiadajgcej poszczegdlinym

kanatom i pierwiastkow jakie sg w nich obserwowane.

Rysunek 3 - Widmo promieniowania w poszczegoélnych kanatach energetycznych.
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Bezpieczenstwo radiacyjne “.‘

Promieniowanie przenikliwe wiekszosci dla osdb kojarzy sie z zagrozeniem zdrowia czy nawet zycia. Definicja
promieniowania jonizujgcego obowiazujgca w Polsce pochodzi z ustawy o Prawie Atomowym i definiowane jest jako
promieniowanie sktadajgce sie z czastek bezposrednio lub posrednio jonizujacych albo z obu rodzajéw tych czastek lub fal
elektromagnetycznych o dtugosci mniejszej niz 100 nanometréw. Promieniowanie to jest niewykrywalne naszymi zmystami. Dla
0s06b obstugujacych urzgdzenia emitujgce promieniowanie przenikliwe (sg to wszystkie spektrometry XRF) najwazniejszg
informacja wptywajgca na ich bezpieczenstwo jest wielkosé dawki promieniowania. Dla kazdego zrédta promieniowania
kluczowe sg odlegtosé od Zrddta promieniowania, czas przebywania w poblizu Zrédta oraz ostona oddzielajgca nas od Zrédta
promieniowania.

Nowoczesne urzadzenia POLON-IZOT produkowane sa w sposdb zapewniajacy najmniejsza mozliwa dawke

promieniowania, ponizej 0,1 uSv/godz. Taka dawka jest wielokrotnie mniejsza niz dawka jaka przyjmuje cztowiek

podrézujacy samolotem, czy przebywajacy w starych kamiennych budynkach lub podczas przeswietlenia RTG.

Przygotowanie préobek do badan

Jednym z powoddw popularnosci spektrometréw
XRF jest bardzo tatwe przygotowanie probki do badan.
Jakkolwiek nalezy zawsze pamieta¢ o kilku podstawowych
zasadach.

Analizowana prébka musi stanowi¢  dobrg
reprezentacje przedmiotu badania, powinna by¢ homogenna
(jednorodna) tzn. zawiera¢ réwnomiernie analizowane

pierwiastki w catej swojej objetosci. Nalezy pamietac, ze czas

poswiecony na odpowiednie przygotowanie probki
umieszczanej w urzadzeniu pomiarowym bezposrednio

s o o e o przektada sie na jakos¢ uzyskanych wynikdw.

W zaleznosci od modelu spektrometru POLON-IZOT probka przed badaniem wymaga rdoznego sposobu jej
przygotowania: od umieszczenia probki w urzadzeniu (lub przy jego oknie pomiarowym - spektrometry on-line) poprzez zatozenie
odpowiedniej nakretki na butelke czy umieszczenia probki w specjalnym kubeczku, az do przygotowania specjalnej tabletki na

prasie stanowigcej wyposazenie dodatkowe.
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Ograniczenia metody

Podobnie jak kazda metoda analizy rowniez spektrometria XRF ma pewne ograniczenia stosowania.

Pierwiastki lekkie (liczba atomowa <18) emitujg niskoenergetyczne promieniowanie wtdrne, ktére moze byé ttumione
przez sama analizowang probke jak i przez powietrze. Dlatego do analizy pierwiastkow lekkich przeznaczone sg odpowiednie
modele spektrometréw.

Wptyw matrycy — gdy analizowana probka zawiera wiecej niz jeden pierwiastek, promieniowania wtérne emitowane przez
inne pierwiastki moga powodowac¢ wzmocnienie sygnatu lub jego ostabienie kosztem ttumienia sygnatu przez inne pierwiastki.
Aby wyeliminowa¢ te efekty wzmocnienia i tlumienia nasze oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy
uwzgledniajgce takie zaleznosci.

Podobny wptyw na absorpcje promieniowania ma rézna gestos¢ analizowanej probki. Takze ten wptyw musi byé uwzgledniony
przez algorytmy oprogramowania.

Wiasciwosci probki — spektrometria XRF jest metoda wykorzystujaca gtdwnie promieniowanie wtdérne pochodzgce

z powierzchni probki analitycznej. Jesli probka jest niejednorodna tzn. analizowane pierwiastki nie sg rozmieszczone

rownomiernie w catej objetosci — wyniki moga by¢ przektamane.
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Spektrometry XRF w laboratorium i przemysle:

1. Petrochemia:
a. Pomiar zawartosci siarki w paliwach
b. Pomiar zawartosci pierwiastkdw charakterystycznych dla
poszczegolnych elementéw urzagdzen w smarach i w olejach
c. Pomiar zawartosci sktadnikéw aktywnych (pierwiastkow)
w produktach ropopochodnych
2. Farmacja:
a. ldentyfikacja materiatéw z powtokami metalicznymi
np. folii, materiatdéw kompozytowych
b. Pomiar zawartosci pierwiastkow aktywnych w produktach
leczniczych i kosmetycznych np. siarki
c. Analizy jakosciowe surowcow i produktow
d. Analiza iloSciowa makrosktadnikéw mineralnych w suplementach
3. Tworzywa sztuczne:
a. ldentyfikacja materiatéw metalizowanych
b. Oznaczania grubosci powtok metalicznych
c. ldentyfikacja stopdw i pomiar sktadu stopow
d. Identyfikacja dodatkéw uszlachetniajacych tworzywa
4. Gornictwo / geologia:
a. Pomiar zawartosci pierwiastkdw w rudach / mineratach
b. Optymalizacja procesdw zageszczania rudy
c. Optymalizacja procesu rozdziatu / oczyszczania rudy / flotaciji
d. Ocena jakosci urobku
e. Analiza finalnego produktu (jakosciowa i ilosciowa)
5. Hutnictwo (metale i stopy metali):
a. Pomiar zawartosci pierwiastkow w rudach
b. Pomiar zawartosci pierwiastkdw w surowcach (ztom, odpady, rudy)
c. Optymalizacja procesu rozdziatu / oczyszczania
d. Ocena jakosci produktu

e. Analiza finalnego produktu (jakosciowa i ilosciowa)

f. Ocena stopow

6. Metalurgia:
a. Ocena grubosci i sktadu powtok galwanicznych
b. Analiza stopow
c. Analiza sktadu kapieli galwanicznych

d. Analiza ilosciowa i jakosciowa odpadow
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7. Nauka:
a. Nieniszczace badania sktadu chemicznego przedmiotéw historycznych
b. Potwierdzenie autentycznosci wyrobdw historycznych
c. Analiza ilosciowa i jakosciowa probek statych i ciektych

d. Identyfikacja substancji

8. Materiaty budowlane:
a. Analiza skfadu surowcow
b. Kontrola sktadu gotowych produktéw (np. sktad cementu)

c. Optymalizacja procesu mieszania i rozdrabniania

9. Farby i lakiery:
a. Analiza sktadu chemicznego — dodatki uszlachetniajgce

b. Ocena surowcow

10. Kryminalistyka:
a. |ldentyfikacja substanciji

b. Porownywanie i identyfikacja probek metali, ceramiki, szkfa

11. Przemyst spozywczy:

a. Analiza ilosciowa makrosktadnikéw mineralnym np. wapnia w mleku

12. Przemyst papierniczy:

a. Analiza pokrywania papieru klejami i tworzywami




Spektrometry XRF

Wybrane parametry techniczne

Spektrometr PI-100 XRF PI-500 XRF PI-300 XRF PI1-1000 XRF
Miejsce pomiaru Laboratorium Laboratorium Laboratorium lub przy Linia produkeyjna
linii produkeyjnej
. ! Pojedynczy (mozliwosé . ) P
T P P
yp pomiaru ojedynczy skanowania probk) ojedynczy Ciagty monitoring
Pomiar w powietrzu X X X X
Pomiar w
X X
atmosferze helu
Pomiar w prézni X
Pomiar przez folie w X
kubkach XRF
Pomiar
bezposrednio X
w butelkach 50ml
Bezposredni pomiar X X
probki
Analiza sktadu X X X X
Analiza ilosciowa X X X X
Analiza jakosciowa X X X X

Sterowanie

Komputer zewnetrzny - PC

Komputer zewnetrzny - PC

Whbudowany komputer

Komputer zewnetrzny poprzez TCP/IP

Zakres pomiarowy

Mg - Pb

Mg - Pb

S-2Zn

Ca-Pb

Zakres stezen'

10 ppm - 100%

10 ppm - 100%

10 ppm - 100%

100 ppm - 100%

Zrédto
promieniowania

Lampa rentgenowska

Moc lampy AW/10W?
Napiecie | 40 kV / 50 kV®

apiecie lam

pig py 30 K
Materiat tarczy® Ag, Rh, Au, W, Pd, Ta,

Detektor® SDD PIN SDD PIN SDD PIN SDD
Rozdzielczos¢ 125-135eV | <190 eV 125 - 135 eV <1906V | 125-135eV <190 eV 125 - 135 eV
energetyczna

Uwagal

Podane dane w tabeli sg typowymi, inne sg mozliwe na zapytanie.

o o b~ W N

Zalezny od analizowanej matrycy. Podany zakres ma charakter orientacyjny.

W zaleznosci od opcji

W zaleznosci od wersji

Ograniczenie wprowadzone ze wzgledu na wymogi prawne

Do wyboru
Do wyboru SDD lub PIN
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Spektrometry laboratoryjne

Miernik PI-100 XRF jest klasycznym spektrometrem laboratoryjnym umozlwiajgcym pomiar préobek w specjalnych
kubeczkach z dnem z folii 0 wysokiej transmitancji dla promieniowania XRF.
Aparat wyposazony jest w detektor SDD posiadajgcy rozdzielczos¢ od 125 do 140 eV, lub detektor PIN o rozdzielczosci < 190eV
oraz lampe pracujacg w zakresie do 50 keV.
Wygodna komora prébek z rotacja naczynka pozwala na precyzyjne pomiary.
Aparat wyposazony jest w polskojezyczne oprogramowanie pozwalajgce w prosty sposob wykonywac analizy iloSciowe
i jakosciowe, oraz oznaczac pierwiastki chemiczne potozone w uktadzie okresowym, poczynajac od Magnezu (Mg) do otowiu (Pb)
w zakresie od 100 ppm do 100%, a w szczegdlnych aplikacjach nawet od 1 ppm do 100%. Aparat ten szczegdlnie dedykowany
jest do nastepujacych analiz:
e oznaczanie stezenia pierwiastkéw w probkach wodnych, Sciekach
e oznaczanie zawartosci pierwiastkdw w probkach statych, proszkach
e oznaczanie grubosci warstw metali w plastikach
e oznaczanie zawartosci pierwiastkdw w glebach
e oznaczanie pierwiastkow w produktach petrochemicznych np. w olejach, smarach

e oznaczanie pierwiastkow w ptynach chtodniczych



Spektrometry laboratoryjne

PI-500 XRF

Spektrometr stanowi alternatywe dla spektrometrow przenosnych zapewniajgc mozliwos¢ analizy probek o duzych
gabarytach (50 cm x 50 cm x 30 cm) i nieregularnych ksztattach. Dzieki zastosowaniu gtowicy opuszczanej od gory, wyposazonej
we wskaznik odlegtosci, zachowana jest optymalna geometria pomiaru oraz mozliwos¢ wykonywania pomiaréw w wybranym
miejscu probki.

Model Pi-500 XRF moze by¢ wyposazony w uktad do recznego przemieszczania gtowicy pomiarowej nad analizowanag probka lub
do automatycznego ustawiania uktadu pomiarowego w optymalnej pozycji a nawet do skanowania niewielkich (mieszczacych sie

z obrebie obudowy) przedmiotéw.

Urzadzenia wyposazone sg w polskojezyczne oprogramowanie, pozwalajace w prosty sposéb wykonywac analizy
ilosciowe i jakosciowe.
Nasze spektrometry pozwalajg oznaczac¢ pierwiastki chemiczne ciezsze od magnezu (Mg - potozone dalej w uktadzie okresowym)
az do otowiu (Pb) w zakresie od 100 ppm do 100%, dzieki czemu mogg zostac zastosowane do pomiaréw m.in. takich jak:
e oznaczanie zawartosci pierwiastkdw w probkach statych, proszkach
e oznaczanie grubosci warstw metali
e oznaczanie zawartosci metali w plastikach
e oznaczanie zawartosc¢ pierwiastkdw w glebach
e identyfikacji stopow, folii itp.

e badania probek archeologicznych
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Spektrometry ,,at-line”

P1-300 XRF

Spektrometr PI-300 XRF jest samodzielnym urzgdzeniem sterowanym poprzez intuicyjny interfejs dotykowy,
posiadajgcym stopienn ochrony IP54 oraz spetniajgcym wymagania Panstwowej Agencji Atomistyki w zakresie wymagan dla
sprzetu wykorzystujgcego promieniowanie jonizujace. Dzieki naszej konstrukcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej nie
wymaga zezwolenia na uzytkowanie. Wszystkie wyniki zapisywane sg w bazie danych umozliwiajgc sSledzenie trenddw,
generowanie raportow z badan oraz eksport wynikdw na urzgdzenia przenosne.

Zastosowanie naszego spektrometru pozwala w bardzo krétkim czasie oznaczy¢ zawartos¢ siarki w paliwach lub profil sktadu
pierwiastkowego w olejach i smarach.

Zawartos¢ zelaza, niklu, chromu, wanadu, miedzi, cynku w olejach moze by¢ wykorzystana do szybkiej diagnostyki silnikow
i maszyn, z ktdérych pochodzi badana probka. Dzieki oznaczaniu zawartosci wapnia oraz zawartosci siarki w olejach i smarach

mozliwa jest optymalizacja sktadu olejéw smarnych w duzych silnikach.
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Spektrometry ,,on-line”

PI1-1000 XRF

Spektrometry fluorescencyjne serii PI-1000 XRF stanowig grupe urzadzen, w wykonaniu przemystowym, przeznaczong

do ciagtej analizy ilosciowej i jakosciowej pierwiastkow o liczbach atomowych wiekszych od wapnia w préobkach statych, sypkich
i ciektych. Dziatanie miernika oparte jest na wzbudzaniu przy pomocy odpowiedniego zrodta izotopowego lub lampy rentgenowskie;
charakterystycznego promieniowania pierwiastkdéw oznaczanych w probce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor
a nastepnie, po wzmocnieniu, w wbudowanym analizatorze wielokanatowym tworzone jest widmo na podstawie ktérego system
mikroprocesorowy wyposazony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilosciowej i jakosciowej badanego medium.
Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane sg w postaci procentowego lub wagowego stezenia lub grubosci powtoki.

Spektrometry on-line znajduja zastosowanie w pomiarach sktadu pierwiastkowego m.in. produktéw metalowych czy tworzyw
sztucznych, ale tez w pomiarach stezenia pierwiastkow w zbiornikach otwartych lub zamknietych, odpadach przemystowych czy
instalacjach uzdatniania wody. Pomocne sg tez przy lloSciowym oznaczaniu poszczegolnych pierwiastkdw w urobku kopalnianym

bezposrednio na tasmociggach, sterowaniu procesem wzbogacania galwanizacji i tym podobnymi.

Zalety spektrometrow przemystowych:

e biezgca kontrola procentowej zawartosci metali: miedzi lub innych wybranych metali np. srebra Ag w transportowane;j
tasmociggiem rudzie lub strudze metdw flotacyjnych

® prak nadzoru

e przystosowanie do ciggtej pracy w trybie automatycznym

e wyniki procentowej zawartosci poszczegolnych metali obliczane sg w czasie ustalonej integracji (standardowo co 100 sek.),
wyswietlane na wyswietlaczu miernika i archiwizowane w potaczeniu z czasem pomiaru w postaci wynikéw 100-sekundowych
oraz $rednich 15 — minutowych

e wyniki przesytane do wspotpracujacego komputera

e szybka analiza radiometryczna umozliwia optymalng regulacje procesu flotacji a takze daje natychmiastowg informacje

(akustyczng lub/i optyczng) w przypadku przekroczenia ustalonych parametrow procesu technologicznego

e czas pracy - ciagly.
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Urzadzenia na indywidualne zamowienie
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Jestesmy polskim producentem systemdw pomiarowych mogacym dostosowac nasze standardowe produkty lub
wykonac specjalistyczne urzadzenia kontrolno-pomiarowe na indywidulane zamdwienie klientéw. Kazde zapytanie jest indywidualnie
konsultowane i wyceniane. Nasz Zespodt sktada sie z projektantéw, elektronikéw, mechanikéw, automatykoéw, programistéw
a takze chemikow, biologdw, metrologdw umozliwiajgc opracowanie rozwigzan dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W przypadku jakichkolwiek pytan zapraszamy do wspodtpracy biuro@polonizot.pl
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Oferujemy:

* Kompleksowa obstuga sprzedazowa i posprzedazowa

e Serwis gwarancyjny

e Serwis pogwarancyjny

e Montaz i uruchomienie urzadzen

e Szkolenie personelu z obstugi urzadzen lub kwestii bezpieczenistwa
(np. praca z urzadzeniami izotopowymi)

* Przeglady okresowe

¢ Umowy serwisowe

e Modernizacje urzadzen kontrolno pomiarowych on-line at-line i lab

¢ Modernizacije linii technologicznych

¢ Transport Zrédet izotopowych zgodnie z ADR i PAA

e Magazynie zrédet izotopowych

e Kompleksowa ustuga nadzoru nad Zrédtami izotopowymi
w urzadzeniach kontrolno-pomiarowch (IOR-01)

* Nadzér nad przemystowymi i laboratoryjnymi urzadzeniami

wykorzystujacymi promieniowanie jonizujace.

Posiadamy zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki ( PAA) na wykonywanie dziatalnosci wedtug ustawy Prawo Atomowe polegajacej na:

l. - uruchamianiu urzadzen wytwarzajacych promieniowanie jonizujace - spektrometrow XRF

Il. - produkowaniu, instalowaniu i obstudze urzadzen zawierajacych zrédta promieniotworcze

Posiadamy uprawnienia f-gazowe UDT zgodne z ustawa :

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw

cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006

Naszym priorytet jest zapewnie terminowosci obstugi i indywidaulane podejscie do kazdego zgtoszenia serwisowego.

ZGLOSZENIE OFERTA SERWISOWA/
SERWISOWE ZAMOWIENIE

Mierzgc Oszczedzasz!

UMOWIENIE TERMINU NAPRAWA SERWISOWA
WIZYTY UDOKUMENTOWANA
PROTOKOLEM
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Nasze portfolio - przyktady

Mierniki grubosci i gramatury

Wersja on-line, przemystowa Wersja laboratoryjna Optyczny analizator defektow

Mierniki gestosci

Pomiar bezkontaktowy gestosci przez rure instalacii Miernik koncentraciji pytéw, w tym wybuchowych

Analizatory skazen promieniotwoérczych

—_—
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-

MAZAR - analizator radionuklidow
Miernik skazen w prébkach srodowiskowych, System monitoringu skazenia pojazdéw

powierzchniowych i mocy dawki w tym w materiatach budowlanych kotowych i szynowych, w tym w ruchu pieszym
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Dane kontaktowe

i)}% POLON-IZOT

POLON - 1ZOT sp. z 0.0.
ul. Michata Spisaka 31
02 - 495 Warszawa

tel. +48 22 724 74 64

www.polonizot.pl

e-mail: biuro@polonizot.pl

POLON-IZOT jest polskim producentem sprzetu pomiarowego dla laboratoridow i przemystu. Jestesmy kontynuatorem dziatalnosci
znangj w Swiecie firmy POLON Zjednoczone Zaktady Urzadzeri Jadrowych, zatozonej w 1956 roku i funkcjonujgcej jako Biuro Urzadzen
Techniki Jadrowej. Mozemy sie zatem poszczyci¢ ponad 50-letnim dorobkiem technicznym.

Nasza misja jest tworzenie wiasnych zaawansowanych rozwiazan technicznych dla sprzetu pomiarowego zaréwno on-line
jak i at-line czy produktéw typowo laboratoryjnych.

Jestesmy przygotowani do produkcji sprzetu pomiarowo-kontrolnego na indywidulane zaméwienia.

Posiadamy zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki ( PAA) na wykonywanie dziatalnosci wedtug ustawy Prawo Atomowe polegajgcej na:
|. - uruchamianiu urzadzen wytwarzajacych promieniowanie jonizujace — spektrometrow XRF

II. - produkowaniu, instalowaniu i obstudze urzadzen zawierajacych zrédta promieniotworcze
Posiadamy uprawnienia f-gazowe UDT zgodne z ustawg :

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006

Mierzgc Oszczedzasz!

www.polonizot.pl




